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Tranzystorowy defektoskop ultradźwiękowy do badania szyn

Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy de¬
fektoskop przeznaczony do badania szyn przy uży¬
ciu fal ultradźwiękowych. W dotychczasowych de¬
fektoskopach do badania szyn stosuje się lampy ele¬
ktronowe i oscyloskopowe, co pociąga za sobą duże
wymiary i ciężar defektoskopu a także konieczność
stosowania dużych mocy elektrycznych do zasilania
urządzenia, co w wielu przypadkach ogranicza po¬
ważnie możliwości stosowania defektoskopu w wa¬
runkach terenowych.
Niedogodności powyższe usuwa defektoskop ultra¬

dźwiękowy według wynalazku wykonany z zastoso¬
waniem tranzystorów. Na rysunku przedstawiono
schemat blokowy defektoskopu. Generator impul¬
sów 1 pobudza do drgań nadajnik impulsów wiel¬
kiej częstotliwości 2, którego napięcie doprowadzo¬
ne jest do głowicy ultradźwiękowej 3. Głowica ta,
w której umieszczony jest przetwornik, wytwarza
impuls ultradźwiękowy wprowadzany skośnie do
badanej szyny 4. O ile w szynie nie ma wady ma¬
teriałowej, wówczas impuls ultradźwiękowy po od¬
biciu od stoiplki szyny 5 dochodzi do głowicy 6. G"o-
wica ta przetwarza odebrany impuls ultradźwięko¬
wy na impuls elektryczny, który po odpowiednim
wzmocnieniu w odbiorniku 7 oraz po detekcji do¬
prowadzony zostaje do słuchawek względnie do
głośnika 8.
W trakcie badania szyny głowice, które są wzglę¬

dem siebie nieruchome, przesuwają się po powierz¬
chni szyny. Gdy w szynie występuje wada, wów-
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czas impuls ultradźwiękowy zostaje przez wadę
odlbity i nie (pada na głowicę odbiorczą. Wtedy syg¬
nał akustyczny odbierany za pośrednictwem słucha¬
wek maleje względnie zanika, co jest dowodem wy¬
krycia wady w szynie.
Głębokość,na której występuje wada, może być

łatwo wyznaczona dzięki temu, że podczas przesu¬
wania głowic po powierzchni szyny każda wada
przesłania drogę impulsu ultradźwiękowego dwu¬
krotnie, a więc jest dwukrotnie wykrywana. Czym
wyżej jest położona wada, tym większa jest od¬
ległość między dwoma położeniami głowic pod¬
czas dwukrotnego wykrycia tej samej wady.
W ten sposób defektoskop według wynalazku po¬

zwalając na lokalizację wady eliminuje lampę os¬
cyloskopową stosowaną dotychczas przy badaniach
szyn a przez to znacznie upraszcza konstrukcję oraz
zmniejsza moc bateryjnego źródła zasilania, a przez
to również i ciężar defektoskopu.
Gdy szyna nie zawiera wewnętrznych wad, wów¬

czas impuls ultradźwiękowy przechodzi bez trud¬
ności do głowicy odbiorczej, powodując powstanie
sygnału akustycznego w słuchawkach. Jest to jed-
i oicześnie dowodem doibrego kontaktu głowicy z ba¬
daną szyną, co jest nieodzownym warunkiem pra¬
widłowego działania urządzenia defektoskopowego.
Przy braku kontaktu zanika sygnał w słuohajwłtach
zwracając uwagę na nieprawidłowość przeprowa¬
dzanego badania. Stanowi to dodatkową zaletę opi¬
sanego defektoskopu.
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Zastrzeżenie patentowe

Tranzystorowy defektoskop ultradźwiękowy do
badania szyn, znamienny tym, że ma głowicę na¬
dawczą promieniującą fale ultradźwiękowe skośnie

w głąb szyny i sprzężoną z nadajnikiem impulsów
wielkiej częstotliwości oraz głowicę odbiorczą unie¬
ruchomioną względem głowicy nadawczej i sprzę¬
żoną poprzez odbiornik ze wskaźnikiem akustycz¬
nym.
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